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« Grafit numunesinin ylizeyindeki atom-
lan goériintiileyin, kafes yapisini ve
atomik baglarin nasil iligkili olduklarini
analiz edin

« Altin numunesinin yiizeyini gériinti-
leyin ve atomik yapidaki basamaklari
olgiin

ATOM FiziGi / ATOM FiZiGINE GiRi$ DENKLEMLERI
TARAMALI TUNELLEME MIiKROSKOBU

TR

AMAG

Grafit ve altin ylizeyinin lizerindeki atomik yapinin goriintiilenmesi

OZET

Taramali tlinelleme mikroskobu elektrik iletken maddelerin mikroskobik incelemeleriyle birlikte
atomik seviyeye kadar ayrismalarini gergeklestirmek icin kullanilir. Taramali sonda birka¢ atomik
diyametre mesafeden numunenin ylizeyini tarayan keskin bir ignedir. Sonda ve numune arasin-
daki tiinelleme akimi dlgllir ve numunenin sondaya olan mesafesi ¢esitlendirilerek sabit tutu-
lur. Degistirilmis degiskenler, numunenin topografyasi tizerinde birlestiriimis elektrik iletkenligini
gosteren numune ylizeyinin imajina haritalanir.

GEREKLI CIHAZLAR

Miktar Cihazlar Uriin no.

1 Taramali Tuinelleme Mikroskobu 1012782
Ayrica onerilir

1 TaSe, Numunesi (resimsiz) 1012875

TEMEL ILKELER

Taramali tiinelleme mikroskobu iletken maddenin yiizeine yakin hareket ettirilen oldukga
sert bir sondaya sahiptir. Béylece sonda ve nhumune arasindaki egim potansiyeli kuantum
tiinellemesine bagli olan bir akimla sonuglanir. Sonda ve 0.01 nm kadar kii¢lik olan numune
arasindaki mesafedeki minimal degisiklikler tiinelleme akiminda dlciilebilen degisikliklere
sebep olur. Ciinki tiinelleme olasiligi lissel olarak ayrim mesafeleriyle ilgilidir. Bu da atomik
yapinin yiizeyinin sonda lizerinde satir satir gezdirilerek ve tiinelleme akimi sabit kalacak
cekilde mesafe degistirilerek taranmasini miimkiin kilar. Yapilan hareketler tarama sirasin-
daki gercek zamanda bilgisayar iizerinden gériilen imaj yaratmak igin cizilir. imaj (gorsel)
topografyasi lizerinde birlesen humune yiizeyinin elektrik iletkenligini gosterir.

Bu deneyde yapilacak ilk gorev platin iridyum alasimindan sondayi
yapmak olacaktir. Amag, eger mimkiinse ignenin ucunu yalnizca tek
bir atomun karsisina gelecek kadar keskin yapmaktir. Grafit ylizeyini
hazirlamak igin yapistirici serit gekilerek temizlenebilir. Diger numune-
ler i¢in yagsiz olduklarindan emin olmak yeterli olacaktir.

Atomik seviyede ¢ozindrlikle iyi bir gorsel elde etmek icin keskin bir
ug, puriizstiz bir numune yiizeyi ve deneyi yiritmek i¢in 6zen gerek-
lidir. Olciim parametrelerinden biri her seferinde degisirse sonda nihai
imaj elde edilmeden 6nce numune sirekli taranmaldir. Yalnizca bun-
dan sonra herhangi bir dl¢ctim parametresi yeniden degismeye duyarli

olur.

altin ylizeyin goruntilenmesi

Yiik yogunlugunda duragan
dalgall TaS2 yiizeyinin gorin-
tilenmesi

Grafit ylizeyinin altigen yapisi-
nin gosterilmesi
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DEGERLENDIRME

Grafitin altigen yapisinin gérselinde acik ya da koyu olarak goste-
rilen alternatif karbon atomlari bulunmaktadir. Acik olanlar birincil
komsulari olmayan atomlarken koyu olanlar altindaki atom katmala-
rinda birincil komsusu olan atomlardir. ilk bahsedilen atomlar daha
aclk renkte gorillir ¢linkd daha buytik bir elektrik yogunluklar
vardir. Mesafeleri ve bu yolla tanimlanan atomlarin arasindaki acilari
olecmek icin yazihm 6lgcme araglar kullanilabilir.

Altinin ytizeyi incelenirken ytikseklikleri di¢tilebilen tek atomdan

olusan atomik yapilardaki basamaklarin tanimlanmasi mimkunddr.
vermessen werden kann.
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